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W precyzyjnej metrologii temperatury, zwtaszcza w obszarze kriogeniki (ponizej -196°C), stabilnosé¢
czujnikdw jest parametrem rownie krytycznym, co ich doktadnos$¢. Niestabilno$¢, zwana dryftem,
potrafi zniweczy¢ wyniki wielomiesigcznych eksperymentow. Obecnie jedyng metoda weryfikacji
stabilnosci sg dtugotrwate i kosztowne kalibracje, ktore nie dajg gwarancji, jak czujnik zachowa si¢ w
przysztosci. Juz w latach 70. XX wieku pojawily si¢ prace sugerujace, ze nieliniowe efekty w
odpowiedzi elektrycznej termometru moga korelowac z jego stabilnoscia dlugoterminowa. Koncepcja
ta nie zostata jednak dotad w pelni rozwinieta i zweryfikowana przy uzyciu nowoczesnej aparatury.
Brak szybkiej, nieniszczacej metody kwalifikacji ex-ante (przed uzyciem) blokuje postep, zwlaszcza w
kontek$cie wdrazania nowych typdéw czujnikow, np. cienkowarstwowych.

Nasza metodologia opiera si¢ na dwoch filarach. Po pierwsze, wykonamy pomiary nieliniowosci
charakterystyk pradowo-napieciowych (AC/DC). Sprawdzimy, jak odpowiedz czujnika odchyla si¢ od
idealnej proporcjonalnosci (prawa Ohma) przy przepltywie wysokich pradow, co jest wysoce wrazliwe
na defekty materialowe. Po drugie, zastosujemy spektroskopie impedancyjna (EIS) w szerokim zakresie
temperatur. EIS pozwala zajrze¢ "glebiej" w strukture¢ czujnika, analizujac wplyw granic ziaren,
zanieczyszczen, jakosci kontaktu elektrycznego czy efektow dielektrycznych na jego zachowanie przy
pradzie zmiennym.

Planujemy zbada¢ grupe czujnikéw Pt100/Pt1000 oraz czujnikéw typu cSPRT (platynowych
termometrow rezystancyjnych w obudowie typu capsule), bedacych standardem Migdzynarodowej
Skali Temperatury ITS-90 oraz podczas pomiarow w kriostatach. Bedziemy poréwnywac ich
charakterystyki elektryczne "fabrycznie nowych" z tymi samymi charakterystykami mierzonymi w
regularnych odstepach czasu podczas symulowanych procesow starzenia. Wykorzystamy dwie metody:
(1) szybkie cykle kriogeniczne (symulujace wielokrotne uruchamianie aparatury) oraz (2)
wielogodzinnag prace ciagla (symulujaca dlugotrwale eksperymenty).

Naszym celem jest znalezienie mierzalnej korelacji — parametru lub wzorca w danych EIS/ACDC —
ktory pozwoli na szybka (mierzona w godzinach, a nie miesigcach) i nieniszczaca prognoze
dlugoterminowej stabilno$ci czujnikdéw temperatury. Sukces projektu dostarczy metrologii narzgdzia do
selekcji najlepszych czujnikow tuz po ich wyprodukowaniu, co jest kluczowe dla zapewnienia spojnosci
pomiarowej 1 rozwoju nowych technologii sensorowych.



